Neue Tisch- und Laborgerite fiir die

SEM-EDX-Analyse

EM-30 N CX-200 Plus

Coxem ist ein junger, innovativer Hersteller von hochauflésenden

EM SEM-EDX-Kompaktgeraten aus Korea. Die Gerate Uberzeugen durch
eine hervorragende Auflésung, eine umfangreiche Ausstattung an

Zubehor und vor allem durch einen attraktiven Preis.
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Spezifikationen

Allgemein

* klassisches Wolfram-Filament

* variable Hochspannung 1-30 kV in 1kV Schritten
* Bildgebung mit SE- und BE-Detektor

* variable Apertur 30 um, 50 um, 100 um, 200 um
* STEM-Modul flr Rastertransmissionsmikroskopie

CO)XEM
EM-30 N

* 5 nm Auflésung e
* VergroRerung bis 150.000x
* Probenbihne (3-fach motorisiert)
—35 x 35 mm (XY) x 45 mm (Z manuell)
— Neigung 0° bis 45°
—360° Strahlrotation
* groRte Probe @ 70 mm, Hohe 45 mm
* optional auch mit CeBg-Filament

Technologie ist entscheidend

Hochste Auflésung und Kontrast
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Die neu entwickelte Elektronenoptik der Coxem-
Kompaktgerate erreicht gestochen scharfe Bilder bei
100.000-facher VergroRerung (links) und visualisiert
feinste Materialkontrastunterschiede Z < 0.1 (rechts).
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Uber die Restluft-Molekiile des Niedervakuums
konnen isolierende Proben entladen und ohne
Beschichtung mikroskopiert werden (1-100 Pa).

BildgroRe bis 5120 x 3840 Pixel
EDX-Detektor (Oxford, Bruker)
EBSD-Detektor (Bruker)
Anti-Vibrationsplattform (passiv)
Niedervakuum

CO)XEM
CX-200 Plus

* 3 nm Auflésung
* VergroBerung bis 300.000x
* Probenbihne (5-fach motorisiert)
—60 x 60 x 55 mm (XYZ)
— Neigung -20° bis 90°
—360° Rotation
* groRte Probe @ 160 mm, Hohe 55 mm
e 10 Ports fiir verschiedene Detektoren

Variable Hochspannung
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Durch Bildgebung bei niedriger Beschleunigungs-
spannung werden auch feinste Strukturen auf der
Oberflache sichtbar (1-30 kV in 1kV Schritten).

Elektronenquelle

Strahlerzeugung S

wahlweise durch:
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Wolfram-Filament CeB,-Filament

* weit verbreitet * hohere Lebensdauer
* technisch ausgereift * hohere
* glinstig Strahlintensitat
* einfach durch * teuer
Benutzer selbst zu * nicht durch Benutzer

tauschen selbst zu tauschen



Material- und Elementanalyse Nutzerfreundliche Bedienung

Intuitive Steuerung

Y
A

x o=

Focus

Y

Magnification

Rontgen-Elementspektrometer, thermoelektrisch Steuerung von VergréfRerung und Fokus sowie
gekihlter Silicone-Drift Detektor (SDD), Analyse von XY-Navigation durch Multifunktions-Joystick
Punkt-, Linien-, Flachenmessungen etc.

EBSD Panorama

Elektronenriickstreubeugung fir kristallographische Abbildung groBer Probenbereiche
Texturanalyse, in Kombination mit EDX verfiigbar durch hochaufgeltste Mosaike
Software

Option
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Coxem RIL

15[KV] SP=9 WD=7.8 x5.0k 10.0[um] HV

> Image Controls
Brightness
Contrast

Gamma

* Ubersichtliche und einfach zu bedienende Steuerungssoftware
* Navigation mittels Doppelklick (Live-Bild, CCD-Kamera, MiniMap)
* Automatische Funktionen fiir Fokus, Helligkeit, Kontrast, Filament



Zubehor fiir Coxem SEM-EDX-Kompaktgerate

Zwiebelzellen ohne Kihlung Zwiebelzellen mit Kiihlung

Peltier-Probenkiihlung bis -25°C zur
Abbildung biologischer und flssiger

Y s Cross-Section-Polisher

Leitfahige Beschichtung

Praparationswerkzeug zur Herstellung hochpraziser Querschliffe

Weiteres Zubehor

Sputter fur Au, Pt und andere Targets,

* Anti-Vibrationsplattform (aktiv) * Poliermaschine
lonisierungstrom variabel 0-9 mA

* Zug-und Biegemodul fiir Deformationstests ¢ Prazisionssage

Weltweiter Kundenkreis
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RIL Micro & Analytic GmbH
Im Entenfang 11

76689 Karlsdorf-Neuthard
Germany / Deutschland

www.rjl-microanalytic.de
zentrale@rjl-microanalytic.de
Tel: +49-7251-36790-0

Fax: +49-7251-36790-79
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